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IZanga
Spalvotasis kineskopas — sudétingas elektroninis
itaisas, pagal tarptauting IEC kineskopuy techning

specifikacija skiriami 94 kineskopo parametrai: 39
elektriniai, 9 Sviesiniai ir 46 mechaniniai-geometriniai.
Vartojimo poziliriu skiriamos penkios parametry grupés:
kineskopo matmenys (32 parametrai), ekrano darbinés
dalies kokybé (13 parametry), pagrindiniai kineskopo
parametrai (20 elektriniy parametry ir 6 Sviesiniai
parametrai), elektriniai parametrai su ribinémis vertémis (8
parametrai) ir informaciniai parametrai (15 parametry).
Priimamosios kontrolés metu tikrinami tik tie parametrai,
kurie daugiausia lemia kineskopo vartojamasias savybes
bei techninj lygi. Ju gali biiti, pavyzdziui, 14 [1].

Naudojimo trukmés bandymy metu (jie gali trukti iki
20000 h), periodiskai yra matuojami pagrindiniai
kineskopo parametrai. Tradiciniuose kineskopy naudojimo
trukmés bandymy (KNTB) stenduose kineskopuy darbo
rezimai nustatomi rankomis, parametrai matuojami
nustatytais laiko intervalais, kurie siekia nuo keliy valandy
iki keliy tikstanéiy valandy. Laikotarpiais tarp Siy
matavimy nei darbo rezimai, nei parametry vertés
nefiksuojami, o konstatuojami tik akivaizdiis kineskopo
gedimai bei rySkiis darbo rezimy nukrypimai, pastebimi
kineskopo ekrane.

Moderniis bandymy stendai

Siuolaikiniy spalvotyju kineskopuy, kuriy modeliai
palyginti daznai keifiami, naudojimo trukmés bandymams
reikalingi irenginiai, kuriais biity galima programiskai
nustatyti reikiamus bandymo rezimus, parinktais laiko
tarpais matuoti pagrindinius kineskopo parametrus ir
duomeny baz¢je kaupti matavimo duomenis bei
operatyviai perderinti kito tipo kineskopams bandyti.

Kineskopuy gamintojai naudojimo trukmés bandymy
metu dazniausiai matuoja daugiau parametry nei
priimamosios kontrolés metu bei stebi ju pokycius laikui
bégant ir prognozuoja naudojimo trukme.
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Modernius 12 poziciju KNTBS pagal specialius
uzsakymus gamina firma EUROFEEDBACK [2],
neskelbianti nei stendo techniniy duomeny, nei testy
specifikaciju.

KNTB stendo parametrai ir struktiira

Siuolaikiniy spalvotyju kineskopy, kuriy ekrano
istrizainés yra nuo 36 cm iki 82 cm, KNTB stendo
kontroliuojami metrologiniai parametrai ir juy leistini
nuokrypiai pateikti 1 lenteléje. Uzduoty parametry realiy
ver€iy pasikartojamumas pateiktas 2 lenteléje, o bandymy
metu matuojami kineskopo elektriniai parametrai ir juy
ribos nurodyti 3 lenteléje.

1 lentelé. Kontroliuojami KNTB stendo parametrai ir ju leistini
nuokrypiai

Parametro
pavadinimas

Matavimo diapazonas
Leidziamas nuokrypis

nuo 12000 V iki 32000 V, iki 1
%

Antrojo anodo jtampa

Antrojo anodo srové nuo 0 mA iki 2 mA, iki 1 %

Fokusavimo jtampa nuo 2500 V iki 12000 V, iki 1 %

Greitinanciojo nuo 0 V iki 1500 V, iki 1 %
elektrodo jtampa

R katodo jtampa nuo 30 V iki 200V, iki 1 %
G katodo jtampa nuo 30 V iki 200 V, iki 1 %
B katodo jtampa nuo 30 V iki 200 V, iki 1 %

R katodo srové nuo 0 mA iki 1 mA, iki 1 %

G katodo srové nuo 0 mA iki 1 mA, iki 1 %

B katodo srové nuo 0 mA iki 1 mA, iki 1 %

Kaitinimo jtampa nuo S Viki 10V, iki 1 %

Kaitinimo srove nuo 0 Aiki 1 A, iki1 %

Tipiniuose KNTB stenduose tuo pat metu tiriama nuo
keliy vienety iki keliy $imty kineskopy. Todél bandymy
laboratorijose dazniausiai naudojami KNTB stendai su
dviem arba trimis darbo pozicijomis (tiriamais
kineskopais).




Buvo pasirinkti trijy poziciju stendai, kuriy
sujungimo | bendra valdymo sistema struktiiriné schema
parodyta 1 pav.

2 lentelé. Uzduoty parametry realiy reik§miy pasikartojamumas

Realiy reiksmiy
pasikartojamumas

Parametro
pavadinimas

Kaitinimo jtampa nwoS5Vikil0V,<+0,1V

Kaitinimo srové nwo0Aikil A, <+0,1 A

R katodo jtampa nuo 30 Viki200 V,<+2V
G katodo jtampos nuo 30 Viki200 V,<+2V
B katodo jtampos nuo 30 Viki200 V,<+2V
Fokusavimo jtampos nuo 2,5kViki 12kV,<+ 120 V
Greitinanciojo nuo 0 V iki 1500 V,<£15V

elektrodo jtampos

Antrojo anodo nuo 12 kV iki 32 kV, <+ 320V

itampos

Antrojo anodo srovés | nuo 0 mA iki 2 mA, <+ 20 pA

3 lentelé. KNTB metu matuojami kineskopo parametrai

Matuojamas parametras Parametro
ribos
Nuotékio srové kaitintuvas — katodas R | (0 —30) pA
Nuotékio srové kaitintuvas — katodas G | (0 —30) pA
Nuotékio srove kaitintuvas — katodas B | (0 —30) pA
Nuotékio srové moduliatoriaus (0-30) nA
grandinéje
Nuotékio srové greitinanciojo elektrodo | (0 —30) pA
grandinéje
Nuotékio srové fokusuojanciojo (0-30) pA
elektrodo grandinéje
UZdarymo jtampa katodo R (50-235)V
Uzdarymo jtampa katodo G (50-235V
Uzdarymo jtampa katodo B (50-235V
R katodo srové (0 —2000) pA
G katodo srové (0—-2000) pA
B katodo srové (0—2000) pA
Kaitinimo srové 0-H) A
Anodo jtampa 12-32k
Fokusavimo jtampa 2,5-12kV
Greitinancio elektrodo jtampa 0-1500V
Kaitinimo jtampa 5-10V
R katodo jtampa 30-250V
G katodo jtampa 30-250V
B katodo jtampa 30-250V
Naudojimo trukmés bandymy metu gali buti

nustatomi ir nominalieji, ir nenominalieji kineskopy darbo
rezimai. Bandymy metu darbo rezimai gali biiti kei¢iami
pagal bandymuy programa, tyréjus dominantys kineskopo
parametrai matuojami  nustatytais laiko intervalais ir
kaupiami matavimy duomenys. Viename stende tuo paciu
metu programomis valdomais darbo rezimais gali biti
bandomi 3 vienodi ar skirtingy tipu kineskopai, kuriy
istrizainés 14"; 16"; 20", 21"; 25"; 28" arba 32". Tam
stende jrengti trys autonomiski, identisSki posistemiai,
valdomi i§ bendro sistemos kompiuterio. Posistemiy
autonomiskumui padidinti buvo pasirinkta daugiaprocesoré
(31 mikroprocesorius) sistema, nereikalaujanti dideliy
valdymo asmeninio kompiuterio (AK) resursy.
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AK naudojamas tik kineskopy darbo rezimams
nustatyti, stendo kalibruoti, stebésenai atlikti bei matavimo
rezultatams kaupti. Kineskopy darbo rezimus automatiskai
palaiko pagal duota bandymuy programa, saugo nuo
ekstremaliy situacijy, nustatytais laiko intervalais matuoja
kineskopo parametrus bei persiuncia duomenis | AK
posistemiy procesoriai. Bandymuy programa saugoma
posistemio (pozicijos) bendrame mikroprocesoriniame
valdiklyje, todél jis gali vykdyti programa ir atjungtas nuo
AK. Vieno posistemio (pozicijos) struktiira parodyta 2 pav.

]
<3E r 1 3E>

1 pav. KNTB stendy valdymo bendra struktiiriné schema

Visos kineskopo parametry matavimo ir indikavimo
procediiros atlickamos stendo techninémis ir programi-
némis priemonémis, nenaudojant iSoriniy matavimo
irenginiy.

Tradiciniuose KNTB stenduose kineskopo anodiné,
fokusavimo ir kaitinimo jtampos taupant energija ir deél
valdymo patogumo generuojamos bendrame kanale su
kreipimo sroviy generatoriais. Sistemose, kuriose eiluciy ir
kadry daznis kei¢iamas, dazniau naudojama dviejy kanaly
schema, kurioje horizontalaus kreipimo srovés ir
kineskopo maitinimo jtampos generuojamos atskiruose
kanaluose. Taciau abiejy kanaly moduliai sinchronizuo-
jami tuo paciu signalu. Anodiné, fokusavimo ir kaitinimo
itampos keiciant dazni kinta kartu. Toks sprendimas
priimtinas, jei eilu¢iy daznis didinamas apie du kartus. Jei
eiluciy daznj reikia didinti daugiau nei du kartus, tenka
naudoti techniSkai sudétinga horizontalaus kreipimo
generatoriaus galing pakopa.

Ivertinus vieno ir dviejy kanaly schemy teigiamybes
ir trikumus bei reikalavimus KNTB stendo maitinimo
Saltiniams, buvo parinktas autonominis kiekvieno Saltinio
valdymas, sinchronizuojant juos pastovaus daznio signalu,
nesusijusiu su eiluciy dazniu.

Naujos kartos ploksciackraniams kineskopams
bandyti reikalingas programuojamas anodo maitinimo
Saltinis, kurio jtampa gali biiti uzduodama nuo 12000 V iki
32000 V. Reguliavimo Zingsnis — 100 V. Maksimali ati-
duodama galia 65 W, o srové nemazesné kaip 2 mA.
Anodo jtampa programiSkai nustatoma su + 1 % paklaida.



jtam Progran
12 mu horizontala
wd LA 2 Citampos Saltinis 072250 V > galines pako
. -<ﬁ> F5V $al
— @psauga nuo perkrovimy 48 -

. = ()

Al T |
@ +48V I IVIIKTOPTOCESOIINIS Katouy
nu itampos $altinio valdiklis Mikroproces
() — Py | laipsnio maiti
& ~ hnd saltinio
das tampos ir sro
elementas sroviy matavimas Apsauga nu
0 pg '
&) (=)

2 pav. Kineskopy bandymy stendo vieno posistemio struktiira

Bandymo metu aukstos jtampos grandinéje jtampa ir
srové matuojamos + 1 % paklaida.

AukStosioms  jtampoms gauti buvo pasirinkti
impulsiniai keitikliai, valdomi mikroprocesoriais, kuriy
tipiné struktiira parodyta 3 pav.

Bandant kineskopus, priklausomai nuo parinktos
bandymy programos, naudojamas arba stabilizuotos
kaitinimo srovés, arba stabilizuotos jtampos darbo rezimas.
Universalumui padidinti po_eksperimentiniy tyrimuy buvo
pasirinktas  impulsinis BeesibAmpY SaltiiSmas
itampos keitiklis, formuojantis valdothd pM¢io impulsus,
kurio strukttiriné schema (kartu su Kaifgnigo jtampos ir
srovés matavimo struktiirine sch ta 4 pav.
Vidutinés kvadratinés kaitin?‘ g%%’a%r%;@g@aﬁ;g&svﬁ&ﬁnés
apskai¢iuojamos programiskai.

Dazniausiai spalvotyjy kineskopy naudojimo trukmé
siekia nuo 10000 h iki ZM&ﬂnhno'Fistgmw Ssihistuju
kineskopu naudojimo trukmes veiksnia ey liuminofory ir
katody emisingumo menkéjimas [3[ . Apie katody
emisingumo pokyc¢ius bandymy met Yprendiiama i§
katody maksimalios emisijodpsauganitit@askicavivegant.
KNTB stende reikia matuoti eile besiskirian¢ius katody

Maitinimo jtampos $Saltinis
+24V
Apsauga nuo perkrovimy

srovés dydzius (Z.NgI H%?Réﬁﬁ?? o éﬁ]l%mulglgis automatiskai
pasirenka ,,maiq‘k@lﬁ[mﬁ UL%\V@J@%@ZOHQ.
Kineskopo spifppsdoigadiiotdatins ir vertikalaus gy koregavim
kreipimo su programomisy g igjskleidimo parametrais
modulio strukttiriné schema parodyta 5 paveiksle.
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Moduliui po atlikty tyrimy parinktas tipo TDA 9109
procesorius, valdomas per I’C  tipo magistralg. Tokiu
procesoriumi galima generuoti signalus spinduliui kreipti
horizontaliai nuo 15 kHz iki 150 kHz, vertikaliai — nuo 50
Hz iki 185 Hz. Taciau tokiems platiems daZnio
perderinimo ruozams gauti reikia komutuoti kai kuriuos
iSorinius mikroprocesoriaus elementus. Kaip parodé
monitoriy analizé¢ ir eksperimentai, naudojant ta pacia
kreipimo  sistema  bei  nekomutuojant  iSoriniy
mikroprocesoriaus  elementy, dazniy  perderinimas
paprastai nevirsija 2-2,5 karto.

Automatinis, preciziskas kineskopo maitinimo
itampy reguliavimas jgalino gauti stabiliy parametry
vaizda kineskopo ekrane. Kad biity galima pakankamai
tiksliai iSmatuoti aukstasias jtampas, matavimo grandinése
buvo panaudoti labai tikslis (0,25 proc.) ir stabiliy
parametry jtampos dalikliai, tinkami darbui grandinése iki
40000V.

Programiné jranga leidzia valdyti prie ry$io modulio
prijungtus kineskopu naudojimo trukmés stendus. [rengta
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4 pav. Kaitinimo jtampos formuotuvo ir kaitinimo itampos bei
srovés matavimo struktliriné schema

programa valdo visy stendo moduliy darba; analizuoja
sistemos ir posistemiy btklg ir susidarius avarinéms
situacijoms iSjungia pavienius modulius, posistemius ar
visa sistema; sudaro galimybg suformuoti ir vykdyti
sumanyta bandymy programa; nustatytais laiko intervalais
organizuoja bandymy programoje numatytus parametry
matavimus; kaupia matavimo rezultatus; braizo laikinus
nustatyty parametry matavimo rezultaty grafikus;
nustatytas kineskopo maitinimo itampy ir sroviy vertes,
matavimo rezultatus bei informacija apie sistemos buklg
parodo valdancio AK ekrane.

Visa AK ekrane rodoma informacija priimtina forma
vir§ija net moderniy monitoriy galimybes, todél valdymo
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patogumui duomenys pateikiami AK ekrane septyniuose
puslapiuose, kurie pasirenkami per valdymo meniu.
Kadangi KNTB stende visi kineskopo maitinimo
itampy Saltiniai veikia autonomiskai, tai gali susidaryti
avarinés situacijos, kai, pavyzdziui, neveikiant kreipimo
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]

S pav. Horizontalaus ir vertikalaus kreipimo modulio struktiira

moduliui, yra kaitinami kineskopo katodai ir generuojamos
aukstosios jtampos, todél gali biti sugadintas bandomasis
kineskopas (iSdega liuminoforas kineskopo ekrane).
Siekiant iSvengti avariniy situaciju pasekmiy, sukurtos
schemotechninés ir programinés priemonés, iSjungiancios
pavojingas itampas, jei: horizontalaus kreipimo galinés
pakopos tranzistoriaus kolektoriaus jtampa pasiekia
pavojinga (nustatyta programoje) lygi; i§ kreipimo signaly
procesoriaus néra eiluciy ar kadry impulsy; neprijungtos
kreipimo sistemos eiluciy rités; anodo, fokusavimo ar
greitinancioji jtampos pasiekia kritines vertes (nustatytas
programoje). Visais atvejais automatiskai iSjungiamos
anodo, fokusavimo, greitinimo ir katody itampos, o
kreipimo modulio galinés pakopos maitinimo jtampa
sumazinama iki $ia itampa aukstinanéiojo keitiklio
maitinimo jtampos lygio.

Kineskopy naudojimo trukmés bandymy patirtis rodo,
jog rinkos salygomis bandymy testus ir programas daznai
reikia keisti. Eksperimentinio tyrimo rezultatai parodé¢, kad
bandymo testams ir programoms operatyviai keisti
reikalingos atitinkamos techninés ir programinés jrangos
galimybes, kurios KNTB stende buvo jgyvendintos.

Atlikti sukurto KNTB stendo tyrimai parodé, kad
techniné ir programiné jranga funkcionuoja visy parametry
prognozuoty dydziy ribose. Priimti techniniai sprendimai
uztikrina  autonomiSkuma, interaktyvy darbo rezima,
informacija apie sistemos buklg ir matavimo rezultatai
parodomi AK monitoriaus ekrane, i posistemés valdiklj
jrauta bandymy programa gali funkcionuoti ir be sasajos su
valdymo AK, sistema yra lanksti bandymo testy ir
programy keitimo pozitiriu, bandymy duomenys kaupiami
suformuotuose failuose valdymo AK ir gali biti
persiunciami i centring duomeny bazg. Tyrimo duomenis
tikslinga persiysti arba uzdaruose imonés kompiuteriy
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